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SIMULACAO DE SIMS(

Introducao

Espectrometria de massa de ions secundarios (SIMS) ¢ uma técnica de anélise da composigo da

superficie de um material [1]. A partir de um feixe de ions primario de alta energia, ions

secundarios sdo ejetados do material por Sputtering.
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qVs Vs qVs aterrado onde apés serem direcionados e refletidos por uma lente e um
espelho eletrostaticos, respectivamente, ¢ medido seu tempo de voo com
2md vy < . .
X 4= resolugdo abaixo de nanosegundo. O uso de um feixe altamente
LZ 5ol ava energético diminui a fragmentagdo das moléculas e aumenta a
y it tude " d;, quantidade de material ejetado [2]. Esta ferramenta foi recentemente
f | 5= u implementada no Laboratério de Implantagdo I6nica da UFRGS e esta
sendo estudada detalhadamente [3]. Por isso, tornou-se relevante uma
Esquematico do Detector ToF (time-of-flight) ferramenta de simulagdo dessa técnica.
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Dependéncia no tempo do potencial de Extragcdo dos ions secundarios
O codigo foi implementado em C e o calculo da aceleragdo devida ao potencial
possui dependéncia no tempo e no espago. Na figura a cima, a voltagem de
extragdo das particulas mostra sua dependéncia no tempo.
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Resultados e Perspectivas

Comparado com equagdes analiticas de velocidades maxima e tempo maximo, temos um
erro de 0,004%. O codigo segue em desenvolvimento, porém fatores como eficiéncia do
detector e regime de velocidades das particulas ejetadas ja podem ser analisados. A
perspectiva ¢ implementar geometrias tridimensionais[3] para simulag¢des mais realisticas,

expandindo a nossa compreensdo da técnica de ToF-SIMS.
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